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создание прецизионных оптических датчиков положения поверхностей одно
из перспективных направлений развития оптического приборостроения. оптиче-
ские бесконтактные датчики положения широко приN,{еняются для кOнтроля поло-
яtения поверхностей и позиционирования элеN,{ентов при изготовлении высокоточ-
ных дифракционных оIIтических элеп{ентов, аксиконов, I\IОДаНОв, фиlrьтров угловых
гармоник, дифракционных решеток, линз-решёток и т.д. Поэтому актуальность те-
мы диссертационной работы не вызывает сомнений.

в автореферате Завьяловой м.А. представлены разработанные в диссертации
оптические датчики контроля положения поверзностей с высоким разрешением.
разработан высокоразрешающий датчик автоматической фокусировки на основе
ножа ФукО для изгоТовлениЯ элементоВ на плоских и криволинейных поверхно-
стях. Предложен способ повышения разрешающей способности хроматического
конфокального датчика поверхности, а также разработан его прототип. Предложена
и реализОвана метОдика конТроля положения и отслеживания процесса абляции оп-
тически прозрачных сред. Приведены результаты экспериментальных исследова-
ний и по абляции длЯ оптического кварцевого стекла, пленок МgF, и кремния, а
таюке зависимости глубины абляции и диаметров кратеров от плотноOти мощности
лазерного излучения.

,щостоверность полученных результатов подтверждена актами внедрения, а
такя(е результатами численного моделирования с использованием коммерческого
программного обеспечения. Полученные автором результаты прошли апробацию
на всероссийских и международных конференциях, по теме диссертации опублико-
вано б статей в изданиях, рекомендованных ВАК.

практическая значимость работы состоит в применении предложенных в дис-
сертации оптических датчиков при разработки коммерческих моделей круговых ла-
зерных записывающих систем нового поколения (оптимизированного быстродей-
ствуюrцеГо датчика автоматиЧеской фокусировки на основе ножа Фуко) и сканиру-
ющей приставки для блитtнеlrольного сканирующего микроскопа (конфокальный
датчик на основе метода хроматического кодирования).

к недостатку работы следует отнести отсутствие сравнения высокоразрешаю-
щего конфокального датчика поверхности, разработанного в рамках импортозаме-
щения, с прототипом.
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К замечаниям следует отнести:

1. На РиСУнке 1 не приведены размеры для дифракционных изображений пя-
тен.

2.На рисунках 4, 5 подписи трудноразличимы.
сделанные замечания не снижают научной и практической ценности диссер-

тационной работы, которая представляет собой законченное исследование, вы11ол-
ненное на высокОм профеСсиональнОN,I уровне. Суля по авторефераry и опублико-
ванным работам, диссертация соответствует требованияй ВдIt к кандидатским
диссертациям, тема диссертации соответствует заявленной специальности, и
м.А. Завьялова достойна присуя{дения у,ченой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 05.11.07 оптические и оптико-
электронные приборы и комплексы.

!аю согласие на включение персональных данньiх в аттестационные докумен-
ты соискателя Завьяловой М.А. и их дальнейrпую обработку.
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Контактная информация организации :

ИНСТИryт СисТеМ обработки изображений РАН - филиал Федерапьного государ-
ственногО учреждеНия <ФедеральныЙ научно-иСследовательский центр <Кристал-
лография и фотоника> Российской академии наук> (ИСОИ РАН - филиала ФНИЦ
<Кристаллография и фотоника> РАН)
ИСОИ РАН * филиала ФНИI_{
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